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纤芯距智能测试仪

随着 AI 算力集群与 ���G/�.�T 高速光网络的爆发，光通信正加速向“超高密度多芯互联”演进。为了满足极端的超低插损要求，多

通道光纤阵列 (FA) 与高密度 MT 插芯的端面几何公差被极度压缩，物理尺寸的绝对精度已成为决定无源器件厂商良率与核心竞争力的生

命线。Getpitch系列是由维度科技自主研发的全新一代超高精度光学组件几何尺寸量测终端，该设备旨在打破传统实验室级大型干涉仪

“体积庞大、价格高昂、测试节拍冗长”的局限，将 �.�� μm 级的微观几何量测能力无缝下放至高速量产车间。本设备专为突破亚微米级

形位公差瓶颈而生，为全球顶尖的无源光器件制造商与光模块来料检验部门，提供兼顾“绝对精度”与“单件极速流”的标准化产线级解

决方案。

· 支持多种器件测试

· 成像稳定清晰

· 软件直观操作简单

· 数据一键保存

主要优势

· 多通道 FA 光纤阵列测量      

· V槽基板测量

· 高密度 MT 插芯

主要应用
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应用范围广，FA/MT/VG 覆盖

打破单一器件量测壁垒，一机搞定无源器件全产业链核心物理尺寸。通过更换不同夹具，实现从硅光 V 槽基板的绝对槽深与角度，到

多通道 FA 光纤阵列的芯间距，再到超高密度 MT 插芯的导向孔偏移，实现多品类、全场景的亚微米级几何特征提取，最大化设备利用率。

测量精度高

告别传统纯视觉估算误差。底层硬件搭载纳米级工业激光尺，实现 X/Y 轴绝对闭环位置反馈。配合千万级像素相机，将系统测量精度

推进至 �.��μm，实测重复性指标严控在 �δ≤�.�μm，达到业内顶级计量水准。

▪ FA 光纤阵列

▪ VG V槽基板

▪ MT

▪ MT 光纤组件

▪ MPO 多芯光纤连接器



软件界面直观，操作难度低

我们深知测量设备的专业性不仅在于硬件，更在于数据呈现的效率。

操作隔离： 实时测量数据界面与制程统计界面 (SPC) 物理分离。操作员专注于实时监控，品质工程师则可通过独立面板进行 CPK、

极差等制程能力分析，互不干扰。

高密度信息层： 摒弃华而不实的视觉特效，采用高对比度、工业深色背景的严谨 UI 设计，长时间作业不易疲劳，核心坐标、判定结

果 (Pass/Fail) 一目了然。

产品参数

GET Pitch

 

产品型号

测试对象

镜头

相机

精密移动平台

对焦方式

对焦时间

测量分辨率

测量重复精度

PC

FA\V槽\MT

��倍物镜

����*����像素

X轴行程：±�mm
Y轴行程：±�mm
对焦轴行程：±�mm

Auto

<�s

�.���微米

�σ≦�.� 微米(测试��次)

window ��
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